Mechanické vlastnosti siroko aplikovatelnych tenkych nanokrystalickych filmov st uz
nejaki dobu objektom zaujmu pre ich rozdiely od vlastnosti typicky pozorovanych v
objemovych materialoch so zrnami na mikrometrovej skale. Deformacné mechanizmy v
tychto materidloch st ovplyvnené obmedzenou velkostou materidlu ako aj vysokym per-
centom plochy volného povrchu a plochy hranic zfn. Nedavne pokroky v transmisnej
elektronovej mikroskopii (TEM) umoznili priame pozorovanie deformac¢nych mechaniz-
mov pocas nanoindentacie ¢i tahovej skusky vzorkov. Tenké Al filmy pripravené metodou
naprasovania jednosmernym prudom boli deformované in-situ TEM a metédy svetlého
pola TEM, TEM vysokého rozlisenia a automatického mapovania faz a orientacii boli
uplatnené na pozorovanie prebiehajtucich deformac¢nych procesov. Metdéda molekularnej
dynamiky bola pouzita na simulaciu podmienok vykonanych experimentov a vizualizaciu
deformacnych mechanizmov na atomarnej tirovni, ¢o podmienilo diskusiu spolahlivosti a
kompatibality oboch metod.



